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"concentric in‐plane" solution is demonstrably superior to the earlier, linear "offset" methods.   

Experimental proof of  this  improved performance  is presented below. Three samples were  fabricated 
from the same block of aluminum alloy, having thicknesses of 3.8 mm, 0.72 mm, and 0.33 mm. The thick 
sample (A) was tested  in the standard, straight through mode, while the two thin ones (B and C) with 
the  in‐plane offset method. If the analytical solution for the "concentric  in‐plane" method  is valid, the 
results should be essentially identical. 

The actual test data listed below proves this to be true. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The standard deviation of the mean  for the entire group  is 0.8 %, which  indicates that  the concentric 
in‐plane method produces excellent results, reliably, even for very thin, highly conductive samples.   
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Sample 
Thermal Diffusivity (cm2/s)  Spread 

Test 1  Test 2  Test 3   Average (%) 
 
A 

 
0.778  0.751  0.759  0.763 

 
± 1.8 

B  0.827  0.783  0.799  0.803  ± 2.7 
C  0.807 

 
0.770  0.773  0.783  ± 2.4 
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